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FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices, 
of IEC technical committee 47: Semiconductor devices. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

47E/673/CDV 47E/705/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table. 

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be 

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

_____________ 

2 Normative references 

Replace the existing references IEC 60747-4 and IEC 60747-16-3 by the following new 
references: 

IEC 60747-4:2007, Semiconductor devices – Discrete devices – Part 4: Microwave diodes and 
transistors  
IEC 60747-4:2007/AMD 1:2017 

IEC 60747-16-3:2002, Semiconductor devices – Part 16-3: Microwave integrated circuits – 
Frequency converters  
IEC 60747-16-3:2002/AMD 1:2009 
IEC 60747-16-3:2002/AMD 2:2017 

 

Replace the existing terminological entry 3.3 with the following: 

3.3 
phase noise 
L (f) 
frequency-domain measure of the short-term frequency stability of an oscillator 

Note 1 to entry: This phase noise is normally expressed as the power spectral density of the phase fluctuations, 
Sφ(f), where the phase fluctuation function is φ(t)=2πFt-2πF0t. The spectral density of phase fluctuation can be 
directly related to the spectral density of frequency fluctuation by the following formula: 

 ( ) ( )0
y

FS f S f
fφ

 
=  
 

 rad2/Hz 
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where 

F is the oscillator frequency; 

F0 is the average oscillator frequency; 

f  is the Fourier frequency. 

Note 2 to entry: L (f) is pronounced "script-ell of f". 

[SOURCE: IEC 60050-561:2014, 561-03-22, modified – A symbol and Note 2 to entry have 
been added.] 

 

Replace the existing terminological entry 3.14 with the following: 

3.14 
load mismatch tolerance 
ψL 
maximum load VSWR in the range where the device oscillates with no unexpected spurious 
intensity and/or no discontinuity of frequency tuning characteristics (in case of VCO) at all 
phase angles 

Note 1 to entry: “VSWR” is an abbreviation of “voltage standing wave ratio”.  

Note 2 to entry: “VCO” is an abbreviation of “voltage controlled oscillator”. 

 

5.4.2.2.2 Principle of measurement 

Replace the text: 

"L2 is the conversion gain from point A to point C." 

by the following: 

L2 is the circuit loss from point A to point C. 

 

5.4.2.2.4 Precautions to be observed 

Replace the last sentence as follows: 

The value of the output power Po.osc defined at the point A shall be measured beforehand 
(see 5.3). 

 

5.4.2.3.4 Precautions to be observed 

Replace the last sentence as follows: 

The value of the output power Po.osc defined at the point A shall be measured beforehand 
(see 5.3). 
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5.4.2.4.2 Principle of measurement 

Replace the text 

"L2 is the power at the point B in dBm, less the power at the point A in dBm." 

by the following: 

L2 is the circuit loss from point A to point B. 

 

5.4.2.4.4 Precautions to be observed 

Replace the last sentence as follows: 

The value of the output power Po.osc defined at the point A shall be measured beforehand 
(see 5.3). 

 

5.8.3 Principle of measurement 

Replace the existing subclause as follows: 

The n-th order harmonic distortion ratio Pnth /P1 is derived from the following equations: 

 Pnth/P1 = Pnth – P1  (9) 

 P1 = P(f1) + L(f1)  

 Pnth = P(fnth) + L(fnth)  

where 

P1 is the output power of the fundamental (or desired) frequency; 
Pnth  is the power of the n-th order harmonic frequency; 
P(f1) is the value indicated by the spectrum analyser at the output frequency f1; 
P(fnth) is the value indicated by the spectrum analyser at the n-th order harmonic frequency 

fnth; 
L(f1) is the circuit loss from point A to point B at the output frequency f1; 
L(fnth) is the circuit loss from point A to point B at the n-th order harmonic frequency fnth; 
P1, Pnth, P(f1) and P(fnth) are expressed in dBm, Pnth/P1, L(f1) and L(fnth) are expressed in dB. 

NOTE For example, in case of doubling oscillator the harmonics include n-th/2 subharmonics. 
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5.13.3 Principle of measurement 

Replace the existing subclause as follows: 

The spurious distortion ratio Ps/P1 is derived from the following equations: 

 Ps/P1 = Ps – P1  (16) 

 P1 = P(f1) + L(f1)  

 Ps = P(fs) + L(fs)  

where 

P1 is the output power of the fundamental (or desired) frequency; 
Ps  is the maximum power of the spurious output, except harmonic components; 
P(f1) is the value indicated by the spectrum analyser at the output frequency f1; 
P(fs)  is the value indicated by the spectrum analyser at the spurious frequency fs; 
L(f1)  is the circuit loss from point A to point B at the output frequency f1; 
L(fs)  is the circuit loss from point A to point B at the spurious frequency fs; 
P1, Ps, P(f1) and P(fs) are expressed in dBm, Ps/P1, L(f1) and L(fs) are expressed in dB. 

 

___________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets à 
semiconducteurs, du comité d'études 47 de l’IEC: Dispositifs à semiconducteurs. 

La présente version bilingue (2020-09) correspond à la version anglaise monolingue publiée 
en 2020-07. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, 
la publication sera 

• reconduite,

• supprimée,

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.

_____________ 

2 Références normatives 

Remplacer les références existantes IEC 60747-4 et IEC 60747-16-3 par les nouvelles 
références suivantes: 

IEC 60747-4:2007, Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets – Partie 4: Diodes et 
transistors hyperfréquences  
IEC 60747-4:2007/AMD 1:2017 

IEC 60747-16-3:2002, Dispositifs à semiconducteurs – Partie 16-3: Circuits intégrés 
hyperfréquences – Convertisseurs de fréquence 
IEC 60747-16-3:2002/AMD 1:2009 
IEC 60747-16-3:2002/AMD 2:2017 

Remplacer l’article terminologique 3.3 existant par le suivant: 

3.3 
bruit de phase 
L (f) 
mesure dans le domaine fréquentiel de la stabilité de fréquence à court terme d’un oscillateur 

Note 1 à l’article: Ce bruit de phase est normalement exprimé comme la densité spectrale de puissance des 
fluctuations de phase, Sφ(f), où la fonction de fluctuation de phase est φ(t)=2πFt-2πF0t. La densité spectrale de 
fluctuation de phase peut être directement liée à la densité spectrale de la fluctuation de la fréquence par la 
formule suivante: 

( ) ( )0
y

FS f S f
fφ

 
=  
 

 rad2/Hz 
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où 

F est la fréquence de l’oscillateur; 

F0 est la fréquence moyenne de l’oscillateur; 

f  est la fréquence transformée de Fourier. 

Note 2 à l’article: L (f) se prononce "script-ell de f". 

[SOURCE: IEC 60050-561:2014, 561-03-22, modifiée – Un symbole et une Note 2 à l’article 
ont été ajoutés.] 

 

Remplacer l’article terminologique 3.14 existant par le suivant: 

3.14 
tolérance de charge non adaptée 
ψL 
taux d'ondes stationnaires (VSWR) maximal de la charge dans la plage dans laquelle le 
dispositif oscille sans intensité parasite inattendue, ni discontinuité des caractéristiques des 
fréquences d'accord (dans le cas d'un oscillateur commandé en tension, VCO) pour tous les 
angles de phase 

Note 1 à l’article: “VSWR” est une abréviation de “voltage standing wave ratio” (taux d'ondes stationnaires).  

Note 2 à l’article: “VCO” est une abréviation de “voltage controlled oscillator” (oscillateur commandé en tension). 

 

5.4.2.2.2 Principe de mesure 

Remplacer le texte: 

"L2 est le gain de conversion entre le point A et le point C." 

par le suivant: 

L2 sont les pertes du circuit du point A au point C. 

 

5.4.2.2.4 Précautions à prendre 

Remplacer la dernière phrase comme suit: 

La valeur de la puissance de sortie Po.osc définie au point A doit être mesurée au préalable 
(voir 5.3). 

 

5.4.2.3.4 Précautions à prendre 

Remplacer la dernière phrase comme suit: 

La valeur de la puissance de sortie Po.osc définie au point A doit être mesurée au préalable 
(voir 5.3). 
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